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Тонкі плівки твердого розчину Pb1-xSnxS можуть бути використані для створення 
приймачів інфрачервоного випромінювання, твердотільних лазерів та ін. Також ці плівки 
привертають до себе підвищену увагу дослідників як поглинаючі шари дешевих 
тонкоплівкових сонячних елементів, альтернативні таким традиційним матеріалам як 
CuInSe2, CuIn1–xGaxSe2, Cu2ZnSnS4(Se) та CdTe. 
У даній роботі вивчалися плівки Pb1-xSnxTe, отримані методом гарячої стінки у 
вакуумі на скляних підкладках при різнф температурі нанесення. Для визначення 
елементного складу конденсатів використовувалося рентгенівське характеристичне 
випромінювання індуковане протонним пучком (методи PIXE, µ-PIXE). Відповідні 
дослідження проводилися на мікроаналітичному прискорювальному комплексі «Сокіл» (ІПФ, 
Суми, Україна) з енергією пучка протонів 1,5 МеВ.  
З використанням результатів, отриманих методом µ-PIXE, були побудовані карти 
розподілу елементів (рис.1), що входять до складу сполуки, за площею поверхні зразків. 
Аналіз загальних спектрів виходу характеристичного рентгенівського випромінювання 
дозволив визначити склад плівок (таб.1) в залежності від режимів їх нанесення (метод PIXE).  
 
Рис. 1. Кольорові карти розподілу елементів на ділянці зразка розміром 200×200 мкм 
(растр 50×50 пікселей, шаг сканування 4 мкм)  
 
Таблиця 1. – Атомна та масова концентрація елементів плівок PbSnS 
Елемент Концентрація 
Номер зразка 
601 602 603 604 605 608 
Pb 
Масова (%) 32,80 38,71 28,34 31,26 36,58 34,87 
Атомна (%) 15,46 19,13 12,71 14,22 17,11 16,28 
Sn 
Масова (%) 54,04 49,28 56,91 54,20 49,33 51,22 
Атомна (%) 44,46 42,51 44,55 43,04 40,29 41,75 
S 
Масова (%) 13,16 12,01 14,75 14,54 14,09 13,91 
Атомна (%) 40,08 38,36 42,75 42,75 42,60 41,97 
 
В результаті досліджень отримані плівки з однорідним розподілом елементів по площі 
та виявлено, що в їх складі відсутні неконтрольовані домішки. Показана можливість 
нанесення шарів твердого розчину з контрольованим елементним складом шляхом зміни 
температур випаровування компонентів. 
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